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Faststallande
Kursplanen ar faststédlld av Institutionen for fysik 2020-05-04 och senast reviderad 2023-
05-08. Den reviderade kursplanen giller frdn och med 2024-01-15, varterminen 2024.

Utbildningsomrdde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen for fysik

Inplacering
Kursen ingar i masterprogrammet i fysik.

Kursen kan inga i foljande program: 1) Physics, Master Program (N2PHY) och 2)
Complex Adaptive Systems, Master Program (N2CAS)

Huvudomrdde Fordjupning

Fysik AIN, Avancerad niva, har endast kurs/er
pa grundniva som forkunskapskrav

Forkunskapskrav
Kandidatexamen 1 fysik eller motsvarande, inklusive fasta tillstindets fysik.

Sokande maste pavisa kunskaper 1 engelska: engelska 6/engelska B frin svenska
gymnasiet, eller motsvarande nivé av ett internationellt erkint test, till exempel TOEFL,
IELTS.

Larandemal

Syftet med den hir kursen ar att ge en grundlaggande kunskap om fysiken bakom
moderna avbildnings- och mikroanalystekniker som bygger pd vixelverkan mellan en
strale av energetiska elektroner eller joner med fast materia, och att skapa en forstaelse
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for hur olika signaler som genereras i de hir processerna kan tolkas i termer av ett
materials struktur pd atomér nivi och pa nano- och mikroskala. Kursen kommer ocksa
att ge praktisk erfarenhet av modern instrumentering som bygger pa de avbildnings- och
mikroanalystekniker som diskuteras. Teknikerna som diskuteras i kursen ar kraftfulla
verktyg som anvédnds inom forskning och utveckling inom materialomradet, 1 bade
industri och akademi. Kursen utgdr en grund for specialinriktade kurser inom, till
exempel, experimentell fysik, materialfysik och nanovetenskap.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna diskutera fysiken bakom avbildning,
diffraktion och mikroanalys genom vixelverkan mellan elektroner och

materia. Studenten skall ocksd kunna diskutera kritiska aspekter relaterade till erhallen
information sdsom uppldsning, noggrannhet och kédnslighet hos moderna tekniker for
avbildning och mikroanalys med hjilp av elektroner eller joner. Studenten kommer att
erhélla bade teoretisk och praktisk erfarenhet av svep- och
transmissionelektronmikroskop (SEM, TEM), fokuserad jonstraleinstrument (FIB) och
mikroanalytiska tekniker som rontgenenergidispersiv spektrometri (XEDS) och
elektronenergiforlustspektroskopi (EELS).

Innehall
» Vixelverkan mellan elektroner och materia.

* Vixelverkan mellan joner och materia.

* Avbildning med linser.

* Elektrondiffraktion.

* Rontgenenergidispersiv spectrometri (XEDS).
* Elektronenergiforlustspektroskopi (EELS).

* UpplOsning.

* Svepelektronmikroskopi (SEM).

* Transmissionselektronmikroskopi (TEM).

» Fokuserad jonstraleinstrument (FIB).

Former for undervisning
Kursen bestéar av forelasningar, raknedvningar och obligatoriska laborationer.

Undervisningssprdk: engelska

Former for bedémning

FYM340 Avancerad avbildning och mikroanalys, 7,5 hdgskolepoang / Advanced materials imaging and
microanalysis, 7.5 credits
Avancerad niva | Second Cycle



3/3
Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer.

Om student som underkénts tva ganger pa samma examinerande moment onskar byte
av examinator infor nista examinationstillfille, bor sddan begiran inlamnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns sirskilda skil daremot (HF 6 kap
22%).

Om student fatt reckommendation frin Goteborgs universitet om sarskilt pedagogiskt
stod kan examinator, 1 det fall det ar forenligt med kursens mal och forutsatt att inte
orimliga resurser krivs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.

I det fall en kurs har upphort eller genomgatt storre fordndringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfillen (inklusive ordinarie examinationstillfdlle) under en tid av
minst ett ar, dock som ldngst tva ar efter det att kursen upphort/forindrats. Vad avser
praktik och verksamhetsforlagd utbildning géller motsvarande, men med begrinsning
till endast ett ytterligare examinationstillfalle.

Betyg
Pa kursen ges nagot av betygen Vil godkdnd (VG), Godkédnd (G) och Underkéand (U).

Kursvardering

Resultatet och eventuella fordndringar 1 kursens uppligg ska formedlas bade till de
studenter som genomforde virderingen och till de studenter som ska paborja kursen.
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